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Elektronik Uretimde AOI

« AOI Cihazlari, Uretim hatlarinda kalite kontrol, proses
kontrol ve kalite glivence sistemini iyilestirmeyi
amaclayan cihazlardir.

 Uretim veya prosese fiili bir katkisi yoktur ancak tretim
verimliligi ve kalitesi icin son derece 6nemlidir.

o AOI'n fiili bir islemi olmadigi icin yaptigi islem sanal
kabul edebilir. Islemin sanal olmasi nedeniyle
performans degerlendirmesi ve karsilastirmasi daha
zordur.



értg
Elektronik Uretimde AOI

 AOQOI cihazi, basit hatalari yakalayarak operator
hatalarinin dndne gecmesinin yani sira 6zellikle
lehimlerde daha sonra olusabilecek hatalari da
yakalamalidir. (catlaklar, lehim seviyesi, gizli soguk
lehim, hava delikleri)

Bu sekilde lehim kalitesinin gtivencesi de saglanabilir.



Elektronik Uretimde AOI

« AOI cihazlilarinda, islevleri nedeniyle, mekanik
yapilarindan cok optik ve analiz 6zellikleri 6ne
cikmaktadir.
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Elektronik Uretimde AOI

Reflow veya Dalga Lehimleme Sonrasi Kontrol

Otomatik Lehim ve Komponent optik kontrolt icin 3 t emel unsur vardir,
- GOruntinun Alinmasi
- Programlama
- Analiz ve Sonugc Bildirme

GOordntuntn Alinmasi
Lehim ve komponentlerin goruntisiunun kaliteli alinmasi analiz icin dnemli
oldugu kadar programlama ve sonu¢ yorumlama icin de son derece
onemlidir. CyberOptics QX AOI sistemleri goruntileri yeterince hassas ve
dogal renkleriyle alarak, analizin kalitesi kadar programlama ve sonug
analizi icin mikemmel resimler (raw) ve modeller olugturur.
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Elektronik Uretimde AOI

Reflow veya Dalga Lehimleme Sonrasi Kontrol

Programlama
Programlamanin iki temel unsuru vardir; birisi kart, komponent ve
koordinat bilgilerinin aktarilmasi, digeri ise analiz kriterlerinin olusturulmasi.
Bilgilerin aktariimasi iglemin kolay tarafidir.

CyberOptics AOI sistemlerinin kullandigi SAM (istatiksel Goriintii
Modelleme- Statistical Appearance Modeling) ve Al2 (Otonom Gorntt
Yorumlama - Autonomous Image Interpretation) yazilimlari ile dogal
sekilde alinan gortnttlerle olusturulan modellerde programlamaciya
sadece kabul edilebilirlik sinirlarint belirlemek kalir. Bu sekilde analiz
modelleri, her tarli SMD komponent, bacakli komponent, lehim, PCB
ylzeyi gibi sekiller icin kolaylikla olusturulur.
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Elektronik Uretimde AOI

Reflow veya Dalga Lehimleme Sonrasi Kontrol

Analiz ve Sonuc Bildirme
CyberOptics sonuclari degerlendirmek icin SAM ve Al2 yazilimlari kullantr,
belirlenen noktalarin olusturulan istatiksel modele uyup uymadigini analiz
eder; olusturulan modele uyumlulugunu matematiksel olarak belirleyerek
uymayanlari dogal gorintisu ile kullaniciya bildirir. Dogal gortntt ile
bildirilen hatalar kullanici tarafindan ¢cogunlukla komponentlere bakmadan
kolaylikla yorumlanabilir. Kullanici komponentlerin kabul edilebilecegini
onaylar ise sonu¢ modele eklenerek sonraki testlerde kabul etmesi
saglanir; bu sekilde sistem 6grenmeye (insan zekasi ve bilgi birikimi
olusturmasi gibi) devam eder.
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Elektronik Uretimde AOI

Reflow veya Dalga Lehimleme Sonrasi Kontrol

Bu sekilde CyberOptics 50PPM alinda False Call (gercek olmayan
hatalarin bildirilmesi) ve "0" (sifir) False Accept (hatali noktalarin kagmast)
suna.

Benzer sekilde CyberOptics'in gelismis SPC programlari ile sonuc tablolari
da dogal resimleri ile olusturulur, bdylece trin gelistirme icin mtikemmel
bir veri tabani olusur.



arty
Elektronik Uretimde AOI

Algoritma veya Parametre Tabanli Cihazlar

SAM ve AI2 yazilimlari yazilimda sadece lehimin kalitesini bilmek
gerekirken, algoritma veya parametre tabanli cihazlarda;

- Parametrelerin ne anlama geldigini 6grenmek

- Parametrelerin birbirlerine etkilerini 6grenmek

- Parametreleri degistirdiginizde birbirlerini nasil etkiledigini 6grenmek

- Parametreleri degistirdiginizde hatayi yakaladiginiz halde bagka bir

seyi kacirip kacirmayacaginiz bilmek
- Hata tiplerini bilip tanimlamak (dogruyu 6gretmek yerine)
gereklidir.

Ornegin bir lehim catlagini yakalamak igin 1sik renk oranlarini ¢ok siki
toleransla belirlemeniz gerekir, bu siki tolerans False Call’'u attirir, ama
baska bir hatayi kacirmayacagindan emin olamazsiniz. Oysa SAM ve Al2
yazilimi ile sadece modele eklemeniz veya ¢ikarmaniz yeterlidir.
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Komponentlerin analizi konusunda yapilacak ilk adim komponent kiliflarina
O0zel template(yapi) ve Task(gorev)’'lerin bakma alanlarinin belirlenmesidir.

Bu alanlar her komponent kilif tipi icin bir kez belirlenir; kolay kullanimli araytz
ile bu islem hizl bir sekilde yapilabilir veya makine ile gonderilen database’den
secilerek kullanilabilir.
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Programlama ve Model Olgturma
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Komponent template’leri komponente 6zel analiz edilecek Govde, Pin/aralik
yapisl, Yazl ve yon bilgilerini icerir.



| | General | Search | Modeis | Inspection |

Programlama ve Model Olst

File Edit View Inspect TrainingSet Help

|§| =] @ | ltollect paszes and failures V]
MNECDEZEEOERE &
" ,J'

Probability threshold
Angle +/- 10
Out of position On
Width 7.9582
Height 5.8603
u 0
¥ 0
B Search Area
Angle 0
Angle +/- 12
Width 8.63805
Height 6.25099
% 0
¥ 0
B Search
Minimum search level 1 ZARDOD582R . Board1.T5.Body passed
Maximum search level 3
Timeout period/seconds 5 Coarchande 0
bodel "BodyhSOT223"
Examples 17
i Probability 0.0322619
Tolerance Te0l2 e F T
&= 5| BB EEERE | )] < st 12
| oK | | Caral | | Ao 12 tasks - 12 passed, 0 failed, worst pas;:UEl‘j..g_

= =

Task’larda alanlar ve toleranslar sadece cizim yapilarak belirlenebildigi gibi
matematiksel degerlerle de tanimlanabilir veya degisiklikler yapilabilir. Yapilan
degisikliklerin etkisi, Gzerinde calisilan veya gecmiste toplanan drnekler

Uzerinde aninda gorulebilir.
12
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Programlama ve Model Olgturma

Referans
(programlamaci
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Analiz Alan

Analiz
yapilmayacak alan

Ek Analiz Alani !
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Task’larin en az 1 model
icermesi gerekir; otomatik
model yaratilabilir veya

'''''''
ffffff

tanimlanabilir. Istenildigi kadar | ==, .. =
model eklenebilir ve kotl |

model olusturulabilir.
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Programlama ve Model Olsturma

[] Unit Template Editor - Pins/SOT223(BEYAZ ESYA) *

[

File Edit ¥iew Inspect Training Set Help

| @ | ‘ Callect passes and failures hd

bdax examples: 1000

[7] Replace arginals ZPopdate| | AutoSesd

Model olusturulduktan sonra

o | _" Inspect I Colurnrs {2 v‘ | Inspect | Sort b ‘probabi\ily

calisilan kart Gzerindeki 6rnekler

ZARDO0582R_Board?.T4.Ping.Pin3 pazsed

Search angle o =
Model “PinstS0T223"

Examplez 77

Probability 3913462006

Tolerance

1008 = lh
= L"E miﬂ_ |@|@@[§”E”%| JE“EJ |ZJ Iritisl set 4 of 36

éﬁ tasks - 33 passed, 3 failed, worst pass = 3.91346e-006, best fail = 6.39289e-010

toplantr.

Calisilan kart 1 adet olabilecegi
gibi cok sayida kart ile ayni anda
calisilabilir. Caligilan kartlarin
taramalari makine ile alinmasi
gerekir ancak calisma herhangi
bir bilgisayarda yapilabilir.

-] ()

it by | probability

failure

Toplanan ornekler inspect (analiz)
edildikten sonra probability
(benzesim) veya failure’a (hatalara)
gore siralanabilir.

Ornekler benze sime gore
siralandiktan sonra yapmak
gereken tek sey iyi 6rnekleri
modele eklemektir. Bu sekilde
model olu sturulmu s olur.
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Programlama ve Model Olgturma

[=] Model Editor - Pins/SOT223(BEYAZ ESYA)
File View Model Help
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CyberOptics icin; SAM ve Al2
yazilimlari icin model demek bakilacak
alan icin toplanmis dogru ornekler
demektir.

Sistem dogru 6rnek ile matematiksel
model olusturarak incelenen noktalarin
benzesim olasiligini bakmaktadir.
(insan beyninin tamina yontemi ile

ayni)

Algoritmik sistemlerdeki gibi tanima
limitleri programci tarafindan
tanimlanmaz; programci sadece lehim
kalitesinin uygun olup olmadigina
karar verir.

CyberOptics SSAM (/statiksel Goriintii Modelleme- Statistical Appearance Modeling) ve Al2 (Otonom Goriintii
Yorumlama - Autonomous Image Interpretation) yazilimlari temel olarak ayni olmak ile birlikte Al2 tekbir
ornekle bile model olusturabilmekte ve analiz yapabilmektedir; Al2 ile benzerlerinden ¢ok farkli 6rnekler yok
varsayllmaktadir. Al2 az miktarda ¢ok cesitli Gretim yapan firmalar igin daha uygundur.
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[] Unit Template Editor - Pins/SOT223(BEYAZ ESYA) *

[

File Edit ¥iew Inspect Training Set Help
CICIRRERE
NEo=zZ00REE

ZARDO0582R_Board?.T4.Ping.Pin3 pazsed

1 Collect passes and failures -
|| _" Inepect I Columns {2
P

bdax examples: 1000

[7] Replace originals BPopdate | | AuoSeed |

-] [mnz =] [inspect | Sartby: [probabily

]

Search angle

Model “PinshS0T223"
Examplez
Probability 3.913462-005

Tolerance 1e 00

«[+) GIGIE

éﬁ tasks - 33 passed, 3 failed, worst pass = 3.91346e-006, best fail = 6.39289e-010

ESEEETE FF) X e o

4

Load Local Good Set
Load Local Bad Set
Load System Good Set

Load System Bad Set

Load Production Set

Load Initial Set

Create from Model
Add Selected To Model

Add Selected To Local Good Set
Add Selected To Local Bad Set
Add Selected To System Good Set
Add Selected To Systemn Bad Set

Delete Selected

Del

Programlama ve Model Olsturma

Ornek secildiginde hangi probability
(olasilik) ile kaldigi veya gectigi
gorular. Bu sekilde gecen en koti

) ile kalan en iyi arasindaki olasilk

( farki gorulerek modelin guvenilirligi
gorebiliriz. Bu durumda gerekirse
Probability Treshold incelenip
artirilabilir.

Secilen drnekler karta 6zel
veya genel database’e iyi
veya kot 6rnek olarak
eklenebilir. Bu sekilde iyi ve
kotl 6rnek database'i
olusur.(insan tecribesi gibi)
Bu 6rnekler herhangi bir
zamanda cagrilarak yapilan
degisiklilerde modelin nasil
calisacagini gérmemizi
saglar; kotu 6rnekli veya iyi
ornekli kart olusturmamiza
veya tutmamiza gerek
kalmaz.

16
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Programlama ve Model Olgturma

Analizde her inceleme alani piksel
piksel incelenir. Kalan érnekler
degisik araclar ile incelenerek
neden kaldigi belirlenebilir.

ZARDOODS8ZR _Boardl.T4.Pins.Pin3 failed "not found™

Search angle

b odel "Pinzt 50T 223"
Examples i

Probability £.29283%e-010
Tolerance

1e-003

-

=@ BIE L2EE

-S-hclws the result of the standard search
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Programlama ve Model Olgturma
”m,jm’ — === Model diizenleme ekraninda model
WG 4 i tizerinde calismalar yapilabildigi gibi
tutulan ttm ornekler gordlebilir.

by [ probability
unzorted

|probatility
brightress
tegter similarity
creation time

animate: [b] [1710sec =

o (X&) =)

Tester \@!E\ 12 = ) ‘Z\@@] |E Show lumination indes: |1

Ornekler benzesim, parlaklik, test
benzerligi ve ekleme zamanina gore
siralanabilir.

s o s Modeldeki drneklerin benzegim
timeaut () 5

77 examples [0 selected) Current probability 0. 002067 Creation tme: Thu Jul 30 14:46:35

olasiligi ve ekleme tarihi sadece
secilerek gorulebilir. Bu sekilde
modellerde geriye donuk i slemler
kolaylikla yapilabilir.
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Programlama ve Model Olgturma

E Training method
Action

E Production Training set
Training option

E Training set properties

Add to production training set

Collect dizagreed failures

b axirmumn size 400

B Update model
Training option Mo collection
I awirnunn examples 1000
Replace onginal examples Mo

Boards ta ingpect

Makinenin kullanimi sirasinda 6rnekler training set (egitim
seti) olarak toplanir. Bu 6rnekler kullanilarak modeller
gelistirilir.

Istenirse modellerin otomatik gelistirilmesi saglanir.

Uretimden toplanan ornekler yiiklenerek istenilenler
modele eklenir ve model gelistirilir.

\

[E6] Unit Templateb{itor - Pins/SOT223(BEYAZ ESYA) *

File Edit View INspect |Training Set| Help
|@ @H@ | 2 | soaca e 511000 7] Replace originals BFopuiate | | AutoSeed | [T — ¥

@:llt__dﬁﬁ";
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Library

Template
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[] Body AMNAHTAR
[] Body COE03
[] Body CO805
[7] Body C1206
["] Body 01206
[] Body L0305
0k

Load Local Bad Set

Load System Good Set
Load System Bad Set

Cobmns [2 ] [[E]][100% =] [inspect | Sortby: [probabity

Load Production Set

Create from Model

Add Selected To Local Good Set

Add Selected To Local Bad Set
Add Sele To System Good Set

Add cted To Systern Bad Set

Delete Selected

Modelde yapilan degisiklik sonrasi performans ve
guvenilirliginden emin olmak igin ge¢cmiste toplanan iyi ve
kotl ornekler cagirilarak test edilir. Bu sekilde test

sonuclarindan emin olunabilir. 19
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Programlama ve Model Olgturma

[ Global Synchronise - Models and Templates = Olusturulan modeller sadece karta 6zel tutulabilecegi gibi
— o Modes esas olan merkezi database’de tutulmasidir. Bu sekilde
T bitiin kartlar ayni guvenilirlik ile test edilebilir.
RTexWVRLO0127

R TextHYRLOD128
R TextHYRL00435
R TextHYRLODETD
R TextHYRLO0S59 o2
R TextHYRL01208

Database’ler farkl Gretim yapilari icin farkh olusturulabilir;
kursunlu ve kurgunsuz Uretim igcin ayri ayri veya telekom
kartlari, dijital kartlar, beyaz esya kartlari ve savunma
sanayi kartlari i¢cin ayri database’ler olusturulur. Ayni kart

Resolve your conflicts (marked 'R}
by either using the 'system data’ or
by using the ‘assembly data’.

Key: R=Resaie ﬂ programinda database’ler arasinda gecis yapilabilir.
b — 7 = —=
Model Selector T | I[EA open assembly |_—Modeller ve template’ler kart programi
i = 1] Open liodel icinden calisilabilecegi gibi database
e g'a,egx.\& : o] [ Open Template Uzerinden bagimsiz olarak da calisilabilir.
" | BEvez £sva BN Training Sets
Models St ) ) . . . ‘e .
by o Ornek kart resimleri belirli periyotlarda
TAS B Rework Station

| _ alinip saklanarak kalite optik kontrol
Z = guvenilirligi saglandigr gibi kalite
& Cabrstr i_yileg.tirmeleri ve takibi de saglanabilir.
Ornegin her hafta, her batch; vardiyada bir,
VS.

Qx100

’ﬁ'@ User Manager

iﬁ;j System Manager

E Open H Cancel ] [ Help J | System Properties

Log Off

i i

GCYBERG®PTICS'
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Programlama ve Model Olgturma

Ozet

* Dogal goriintl sayesinde lehim kalitesine dayali ¢calisma

* Dogal gorintl sayesinde programci, operator ve sistem arasinda mikemmel
lletisim
* Sadece bakilacak alan belirlenerek, iyi lehim/komponent ile model olusturulur.

* Komponentler ve lehim noktalarinin yani sira herhangi bir ylizey veya sekil
analiz edilebilir.

* Gecmise yonelik iyi ve kotl 6rnek resimleri saklanarak gincel modellerin
kontrolt saglanir.

* Modele eklenen resimlerin kayit bilgileri tutularak gecmise yonelik inceleme ve
duzeltmeler yapilabilir; gecmis bir zamana donulebilir.

e Uretim 6rnekleri yazilimda toplanarak modeller gelistirilir; gercek kartlarin
saklanmasi gerekmez.

e Ornek kart resimleri toplanarak kalite gelistiriimesi ve takibi saglanabilir.

Tum bu 6zelliklerinin yani sira; basit mekanik yapisi ve hizi ekstra avantajlar
saglayacaktir.
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